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FTM-ProVis Lite

Software zur Schichtdickenmessung

FTM-ProVis Lite ist eine sehr einfach zu bedienende Software, mit der Sie hochgenaue
Schichtdickenmessungen mit Hilfe der WeiBlicht-Interferenz von dinnen transparenten Schichten
auf unseren TranSpec und FTM-Lite Schichtdicken-Messger&ten durchfUhren kénnen.

FTM-ProVis Lite verwendet einen speziell dafir entwickelten Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Algorithmus zur Bestimmung der Schichtdicke aus den gemessenen Interferenzspekiren. Das
Schichtdickenergebnis wird in Echizeit berechnet, in verschiedenen Online-Grafiken dargestellt
und kann wdhrend des Messablaufs in eine Textdatei gespeichert werden. Daneben gestattet
FTM-ProVis Lite auch die simultane und vollautomatische Dickenmessung von Doppelschichten.

L) FTM-FroVia Lite - Schachtdhcken-Trend von

[atel Paramater Mesmbbuf Anecht Fencter Hife

oid wid = K
Dunkelstrom Reh g Schichtdicke
& Seh o |[E £ | g Schichtdicken-Trend von Schicht 1 =g o] . 00
- & r ol per @ Mtsekrg: I a

10

o

Phiysikalsehe: Dicke [um)

5

2 4 6 B 10 1214 16 18 20 327 M
Anzahl Punkte

7.095

Letzter Wert=7,142 | Mn=5.647 | Max=5.367 | MEtel=7.098 | StdAbw=0.9219
04.07.2008 17:08:45-406:194 : 0.00-00:38-268 | 1=10.0 A=1 DCC=1 N=RAL|X-AUTO Y-FEST 25

6.587 pm

04.07.2008 17:08:55-967:321 1=10.0 A=1 DCC=1 N=RFAL | X-FES

FIEE Tﬁ Refer... |9 |0 ) &% ]
FTM-Prov's Lite st bereit fir Befehle. Dricken Sie F1 fir W e, = Spektromet tier BT an

seschinssen | G, Parametendater FTH-Prove Lte.para (peandert)

) Beispielhafte Fensteranordnung in FTM-ProVis Lite

Im Beispiel ist links oben das gemessene Interferenzspektrum (grine Kurve) und darunter das
daraus berechnete FFT-Spektrum (weiBe Kurve) dargestellt. Im FFT-Spektrum liefert die horizontale
Lage des sog. FFT-Peaks unmitteloar die gesuchte Schichtdicke (markiert durch die grine
vertikale Linie), die darunter als Zahlenwert und/oder als Trendverlauf angezeigt wird.
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FTM-ProVis Lite Software zur Schichtdickenmessung - Technische Daten
August 2008, bezogen auf Version 3.0, alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten

Hardware- und Softwarevoraussetzung

e PC/Laptop mit wenigstens Pentfium-4

Windows XP oder Windows Vista

CD-ROM Laufwerk fUr die Installation

Grafikkarte mit wenigstens 1024 x 768 Pixel, 1280 x 1024 Pixel oder mehr empfohlen
FTM-Lite Schichtdicken-Messgerat (USB 2.0 Anschluss am PC/Laptop bendtigt)

Allgemeine Beschreibung

Multi-Threaded und Multiple Dokumentenverarbeitung

Automatische Dokument-Registrierung ( "drag-and-drop" ) der FTM-ProVis Lite Dokumentdateien
Minimaler Resourcen- und Speicherbedarf

Vollstandig in Visual C++ unter Verwendung der "Microsoft Foundation Classes" (MFC) programmiert
BerUcksichtigung des Microsoft "Application Design Guides'": Symbolleiste, Statuszeile, HTML Online-Hilfe
Unterstitzt "Windows Themes" und Multi-Monitor Benutzung

AusfUhrliches, gedrucktes Benutzerhandbuch und Erste Schritte Handbuch mit vielen Beispielen
Erhdltlich in Deutsch und Englisch

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren FTM-Lite Messger&ten grundsatzlich messbare Schichtdickenbereich betfrégt ca. 1-100 Mikrometer, hangt
aber wesentlich vom Spekiralbereich und der spekiralen Aufldsung des verwendeten Spekirometermoduls ab. Daneben
bestimmen noch andere Faktoren den tatséchlich messbaren Schichtdickenbereich, wie etwa der Brechungsindex und
dessen Dispersion, sowie der aktuell gewdhlte spekirale Auswertebereich des Interferenzspektrums.

Hochgenaues und schnelles Auswerteverfahren, auch fur Doppelschichten

Auswertung der Interferenz Uber eine spezielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Laufzeitoptimierter Algorithmus, die Auswertezeit pro Spekfrum ist kleiner 1 Millisekunde
Neues Verfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Peaklage (Schichtdicke)

Frei wahlbarer spektraler Auswertebereich im Interferenzspektrum

BerUcksichtigung von Brechungsindex und Dispersion (Cauchy Dispersionskorrektur)
Wdahlbarer FFT-Auswertebereich zur simultanen Bestimmung der Dicke von Doppelschichten

Vielfaltige Moglichkeiten zur Messung und Visualisierung

FTM-ProVis Lite bietet umfangreiche Moglichkeiten zur AusfGhrung eines Messablaufs und Darstellung der Messdaten.
Gleichzeitig wurde aber auch Wert darauf gelegt, die Software so einfach wie mdglich und auch von weniger
geschultem Personal bedienen zu kénnen.

Manuell getriggerte oder vollautomatisch zeitgesteuerte Schichtdickenmessungen maglich
Echtzeit-Darstellung der Interferenz- und FFT-Spekiren wdhrend der Messung

Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als Trend- und Balkengrafik

Speichert wahrend des Messablaufs bis zu 22.500 Schichtdickenwerte in eine Textdatei

Speichert bis zu 22.500 Spektren als Spekiren-Rekorderdatei fUr nachirdgliche ('offline") Auswertung
Verarbeitet die Spekiren-Rekorderdateien von FTM-ProVis 2000 und FTM-ProVis 4.x/5.x/6.x
Festlegbare Benutzerrechte individuell fur jedes FTM-ProVis Lite Dokument

Passwortgeschitzte FTM-ProVis Lite Parameterdateien

Schneller Zugriff auf zuletzt benutze Parameter- und Spektren-Rekorderdateien

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingefragenes Warenzeichen des Ing.-BUros fir Angewandtfe Spekifrometrie,
Dipl.-Ing. (FH) Th. Fuchs. Alle sonstigen Produkinamen sind moglicherweise Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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